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Wynalazek dotyczy urzadzenia wysokomier-
czego pryzmatycznego, sluzgcego do pomiaréw
duzych przewyzszen punktéw terenu metodg
niwelacji geometrycznej.

Pomiar duzego przewyzszenia nowym urza-
dzeniem mierniczym wedlug wynalazku cha-
rakteryzuje sie tym, ze jest on bardziej dokla-
dny i mniej pracochlonny w poréwnaniu z do-
tychczas stosowanymi: niwelacjg trygoncme-
tryczng i niwelacjg geometryczng wykonywang
metoda schodkowsg.

Urzadzenie wysokomiercze pryzmatyczne we-
< dlug wynalazku sklada sie z kompletu od sze-
§ciu do o$miu pryzmatéw zalémujacych nasad-
kowych zatozpnych na obiektyw dowolnego ni-
welatora, dowolnego systemu i dowolnej do-
kladnos$ci. R
Nasadki takie w iloSci do 8 sztuk w komple-
‘cie umieszezone w szuﬂawdlce; skrzynki niwela-

*) Wlasciciel patentu o$wiadczy?,
wynalazku jest dr inz. Waclaw Gradzki.

ze twéréq !

tora nie utrudniaja przenoszenia instrumentu
ze stanowiska na stanowisko ani transportu.

Ten sam . komplet pryzmatéw (klinéw) nasad-
kowych, przy uzyciu tulei przejsciowych, moze
byé¢ uzyty prawie do wszyslkich .systeméw ni-
welatorow.

Na.  rysunku jest przedstawiony przyklad
schematu pomiaru oraz wykonanie urza-dzenia'
wysokomierniczego pryzmatycznego wedlug wy-
nalazku, Fig. 1 przedstawia schemat optyczny
pomiaru duzego przewyzszenia wysoko§ciomie-
rzem pryzmatycznym metodg niwelacji geome-
trycznej ze $rodka, fig. 2 — konstrukcje na-
sadki pryzmatycznej wysokoSciomierza, fig. 3
— schemat optyczny pomiaréw katéw dewia-
cyjnych powyzszych pryzmatéw gomiometrem,
a fig. 4 — ogélny schemat optyczny tego same-
go przewyzszenia za pomocg niwelatora Zzwy-
ktego i wysoko$ciomierza pryzmatycznego.

- Na schemacie optycznym (fig. 1) pomiaru du-

zego przewyzszenia wysokosciomierzem pryz-

matyczn"ym metoda niwelacji geometrycznej ze
Srodka: a, i a, oraz i 1 By oznaczaja katy de-



wiacyjne pryzmatéw; h — przewyzszenie od-
cinka mvwelacn Dp i Dw — odlegloscl przed-
miotowe; Wy it wz oraz py i p; — odeczyty tat ni-
welacyjnych wstecz i przéd mwelatorem Z na-
sadkowymi pryzmatami wysokomierczymi (wy-
soko$ciomierzem pryzmatycznym); x; i xy oraz
y1 i y, — poprawki przejSciowe od pochylycn
do poziomych linii celowania.

Mierzone przewyzszenia oblicza sie ze wzo-
réw wynikajgcych z ukladu na fig. 1.
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gdzie a,ja,sa to katy dewiacyjne kolejnych
pryzmatéw (klinéw) uzytych przy wykonywa-
niu pomiaréw przewyzszenia.
Wartosci liczbowe stalych:
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mogg byé podane w tablicach roboczych w za-
lezno$ci od numerdéw i; i iy nasadkowych klin6éw
niwelatora uzytych do wykonania odczytéw lat
niwelacyjnych wstecz i przéd przy niwelacji ze
Srodka duzego przewyzszenia punktéw terenu.

. Nasadka pryzmatyczna sktada sie, z oprawki 1,
pryzmatu zalamujgcego 2, pryzmatu korekcyjne-
go 3, rozpieracza 4, pierScienia dociskowego 5,
tulejki przej$ciowej 6, obiektywu niwelatora 7.

Dla sprawdzenia i okreSlenia dokladno$ci po-
miaru duzego priewyzszenia powyzszg metoda,
zostaly wykonane dwa pryzmaty zalamujgce
-skorygowane od aberacji chromatycznej dla
minimum dewiacji przechodzgcych promieni
$wietlnych oraz dokonano poréwnania wyni-
k6w pomiaréw przewyzszenia dwu. punktéw te-
renu przy pomecy zwyklego miwelatora i wy-
sokoSciomierza pryzmatycznego.

Na schemacie optycznym pomiaréw katow
dewiacyjnych powyzszych pryzmatéw goniome-
trem cyfra 1 oznacza lunete hutokolimacyj‘na,
goniometru, 2 — niwelator, 3 '— pryzmat na-
sadkowy niwelatora, 4 — stolik goniometru,
5 — kolo podzialowe goniometru.

Schemat optyczny ogélny pomiaru tego sa-
mego przewyzszenia za pomoca niwelatora
zwyklego i wysokosSciomierza pryzmatycznego
uwidoczniony jest na fig. 4, gdzie A i B sa to

punkty terenu, ktérych przewyzszenie okreéla-
ne jest przy pomocy niwelatora C (bez nasadki
i nasadka); a i b taty niwelacyjne:

Ze schematu ofrzymujemy:
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Z poréwnania ostatnich wzoréw otrzymujemy:

(A“J-|-AP)K2‘_K2K—1

P—W=p —W; —
lub

P—W=p;—=w; — (Aw+Ap)
Przyklad

VA pormarow goniometrem wedlug schematu
na fig. 3 katéw dewiacyjnych dwu’ pryzmatéw,
otrzymano:

—K1

= 1° 43’ 50”
oy = 3°55’ 007
skad
K; = 33,09825 .
K, = 14,60592

Z pomiaréw tego samego przewyzszenia ni-
welatorem zwyklym i wysokodciomierzem pryz-
matycznym otrzymano:

w = 313,9 mm

p = 310,0 ”
W = 17348 2
wy = —25 ,,
D = 4713 '
Py = 6765 ,,

skad A w=176,3 mm A p = 2052 mm

W — p =.313,9 — 310,0 = 3,9

14,60592
33,09825 — 14,6059
Wo = 173,8 4 139,24 — 313,04 mm
14,60592

wo = 1738 + 176,3

Po = 471,3 — 2052
Po = 309,23 mm
- Wo = po = 313,04 — 309,23 = 3,81 mm.
czyli réznica wynikéw mniwelacji miwelatorem
zwyklym i wysokoSciomierzem wynosi:
3,9 — 3,8 = 0,1 mm na 10 m odleglo$ci miedzy
latami niwelacyjnymi. B .
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Zwiekszenie dokladnoéci pomiartw wysoko-
sciomierzem mozliwe jest do osiggniecia za po-
moca polepszenia korekcjl pryzmatéw i doklad-
nego wyjustowania caloéci niwelatora z pryzma-
tami dla minimum dewiacji przechodzacych pro-
mieni $wietlnych.’

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie wysokomiercze pryzmatyczne, zna-
mienne tym, ze sklada sie z szesciu do o$miu
nasadkowych pryzmatéw zalamujgcych sko-
rygowanych odpowiednio ma obserwacie
chromatyczng dla minimum dewiacji prze-
chodzgcych promieni §wietlnych, przy czym
katy dewiacyjne poszczegdlnych pryzmatéw -

sa tak dobrane, ze zakres przewy#szeh mie-
rzonych stanowi szereg odcinkéw pionowych
;achodzacych na siebie w 109,.

‘Urzadzenie wysokomiercze pryzmatyczne we-

diyg zastrz. 1, znamienne tym, ze pryzmaty
nasadkowe s wyposazone w tuleje przej-
Sciowe dla zastosowania ich do réinych sy-
stemow niwelatora oraz, Zze kazdy komplet
pryzmatéw zaleznie od przewidywanego za-
kresu mierzonych przewyzszeri jest wyposa-
zony w tablice robocze wspéiczynnikéw ,k“
dla przejscia od pochylej do poziomej linii
celowania.
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